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Slovni vyjadieni, komentaie a pripominky vedouciho/oponenta:

Prace se zabyva studiem dvou typl materiali, GdFe a Mn3Ge, pfipravenych ve formé tenkych
vrstev. V piipadé vrstev GdFe, studium se zaméfuje na  studium jejich optickych a
magnetooptickych vlastnosti. V ptipadé Mn3Ge, aplikant béhem dvou stazi vyrostl dvé sady
vzorkt, které byly studovany pomoci XRD a XRR. Bohuzel, tyto analyzy ukazaly, ze Mn3Ge se
nepodafilo vyrobit v krystalické fazi. Presto bakalarkou praci povazuji za velice dobrou, nebot
mnozstvim originalnich vysledkii je rozsah bakalafské prace je nadstandardné obsdhly. Préace
vykazuje pfiméteny pocet chyb a pieklepti.

Praci doporucuji uznat jako bakalafskou a navrhuji ohodnotit stupném vyborné.

Pripadné otazKky pri obhajobé a naméty do diskuze:

- jaky opticky model byl pouzit k urceni spektra optickych konstant GdFe z elipsometrickych dat?

- v praci je pozorované zesileni MOKE spekter u GdFe v piipadé pokryti vrstvou SiOx (20nm)
oproti pokryti kryci vrstvou Ru(3nm). V praci je toto zesileni MOKE diskutovano vicenasobnym
odrazem v SiOx. Pokud by se jednalo o zesileni vicenasobnym odrazem (interferenci), nemélo by
zesileni byt siln€ spektralné zavislé vlivem interference??

- pro¢ vzorek Mn3Ge oznaceny S483 byl vybran ke kalibraci jako nejlepsi vzorek, kdyz vzorek
S482 ukazuje XRR oscilace k vétsim hodnotam k-vektoru (tthlu dopadu), coz obecné byva znamka
vEtsi kvality rozhrani a homogenity tloust’ky vrstev.

- ptekvapilo mé, ze miizkovy nesouhlas (lattice mismatch) mezi Mn3Ge a Cr podkladovou vrstvou
(buffer layer) je 10%. Miizete prosim okomentovat pro¢ nebyl vybran substrat s lepSim souhlasem
miizkovych parametra?
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